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The structural properties of both as-deposited and annealed magnetron sputtered 

Ta/NixMn100-x/Ta films were studied by means of X-ray diffraction and transmission elec-

tron microscopy. By changing the NiMn composition and annealing parameters, such as 

temperature and duration, it is possible to obtain different structural states and phases of 

NiMn. The effect of the underlying Ta layer on the growth of NiMn was also investigated. 
 

Сплавы NiMn различного состава способны проявлять антиферромагнитное 

упорядочение, что непосредственно связано с их структурным состоянием. 

Например, фаза -NiMn со структурой L10 обладает температурой Нееля 

TN=1070К и высокой магнитокристаллической анизотропией. Эти свойства 

NiMn определяют перспективы его использования в спиновых клапанах в каче-

стве закрепляющего слоя [1], а также в устройствах спинтроники в качестве са-

мостоятельной среды [2]. Стоит отметить, что все вышеперечисленные приме-

нения ориентированы на тонкоплёночный формат функциональных сред. Инду-

стриальным стандартом получения данных сред является магнетронное распы-

ление. Однако в силу специфики механизмов осаждения и роста плёнок для ре-

ализации в них фазы -NiMn требуется отжиг. В работе представлено исследо-

вание закономерностей формирования структурного состояния плёнок 
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Ta/NixMn100-x/Ta, полученных магнетронным распылением и прошедших термо-

обработку. 

Тонкие плёнки Ta(5нм)/NixMn100-x(L)/Ta(5нм), где L=50 нм или 100 нм, 

x=0100 ат.%, получены на установке магнетронного распыления Orion-8. Кон-

троль состава осуществлялся методом рентгеновской флуоресцентной спектро-

метрии на установке NanoHunter. Для исследования структурных свойств был 

использован рентгеновский дифрактометр ДРОН-3М и просвечивающий элек-

тронный микроскоп JEM-2100. 

Установлено, что в исходном состоянии плёнки во всей области составов 

рентгеноаморфны. С помощью просвечивающей электронной микроскопии в 

неотожжённых пленках была выявлена нанокристаллическая структура (Рис. 1). 

Однако анализ фазового состава в столь высокодисперсном состоянии затруд-

нён. В работе прослеживается структурно-фазовая трансформация плёнок в ре-

зультате отжига при вариациях его температуры и длительности. 

 
Рис. 1. Дифракционная картина (а) и фотография микроструктуры (б) неотожжённой 

пленки Ta/Ni35Mn65/Ta, полученные методом просвечивающей электронной микро-

скопии. 
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